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RAYOS X

loe= Q@eometrfa de cristales. Retfculos bidimensionales; retfculos de trasla-
¢ién: retfoulos tridimensionales. Retfculos de Bravais. Grupos de pun—

toss grupos espaciales. Simetrfa macrosclpica y microscédpica.

2.~ Naturaleza de los rayos X. Producciln de rayos X. Radiacidn continua y
caracterfstica. Principales tipos de tubos de rayos X. Longitudes de
onda de los rayos X. Refraccibn y absorcidn de los rayos X. Limite Dua

ne=-Hunt., Eleccifn de la radiaciébn,.

3e— Difraccifn de rayos X. Geometrfa de difraccibn. Difracciln por una fila
de &tomos. Difraccidn por un reitfculo cristalino, Condicionew de di-
fraccibn de Laue. Ley de Bragg. Ordenes de difraccibne. Retfculo recfpro

co. Relacibn de los espacios interplanares con la geometria de la celda.

4;- Métodos de cristal ¥nico. Pelfcula plana y cilindrica, pelfcula fija y
movible. Diagramas de cristal giratorio. Orientacidn ded cristal segin
un determinado eje de giro (eje cristalino o lfnea de retfculo)., Deter-
minacifn del perfodo de identidad. Determinacibn de los fndices, diver-
sos méiodos, uso de la carta Bernal. Diagramas de oscilacién. Relacibn

con la simetirfa cristalina. Ley de Friedel.

5¢= M&todo Debye-Scherrer. Tipos de cémaras. Geomeirfa de las clmaras. Dife

rentes posiciones de la pelfoula con respecto al haz de rAyod X. Medi-
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cibn de lor &ngulos de Bragg. Determinacidn de los espaciados d. Coloca
cifn de fndices en el sistema ofbicoy; métodos gréficos y analfticos. De
terminacifn de la celda unidad. Colocacidn de los fndices en el sistema
tetragonal y hexagomaly metbédos gré&ficos y analfticos. Colocacién de

los Indices en los sistemas rbmbico y monoclfnico.

Determinacifn precisa de las constantes reticulares. Errores en la medi
cibn de los espaciados d, absorcibn y refraccibn. Errores sistem&ticos.
Métodoe precisos de medicibn. Método de Straumanis. Métodos de extrapo-

lacifn.

Intensidad de difraccibn. Intensidad absoluta y relativa. Factores que
afectan la intensidad de difraccibn; factores geométricosj factores ff-
sicos. Medicién de intensidades; por fotometrfa y por estimacibn visual.
Escalas de intensidad y su preparacibn. Efectos especiales de difusién

y difracecifn.

Identificacibn de sustancias por el método del polvo. An&lisis cualita-
tivo. Determinacién de fases mineralbgicas. El sistema ASTM y su aplica

¢ibn préctica. Alcances y limites del método.

Difractometria de contador. Principios y usoe del método. Principio geo

métrico del goniometro de difraccibn; sistema de colimacibn. Tubos de-

tectores; tubo Geiger-Miiller. Técnica de regisiro y de con r. Prepa—
racibn de la muestira.
Anélisis cuantitativo; aspectos generales. Alcances y 14 feg del méto-

do. Mezclas de dos componentes; mezclas de n componentes. odo de las
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adiciones conocidas. Método del standard interno. Preparacibn de patro-

nes y de la curva de calibracién,

lle~ TIdentificacidn de arcillas mediante difrzctometria. Principios en que
se basa. Principio fundamental de la estructura cristalina de los mine-—
rales arcillososi silicatos l-minares. Sistem&tica de los silicatos de

Friedrich Liebau.

12.~ TIdentificacibn de los minersles arcillosos grupos de los caclines;
monimorillonitas; micas; cloritas. Preparacibn de lasg miestras: mues-
irag orientadas y no orientadas. An&lisis cuantitativo; alosnces y 1fmi

tes del método.
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